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近年、X 線自由電子レーザー（XFEL）の登場によって X 線領域で高強度、高コヒー
レンスかつ短パルス性（～千兆分の 1 秒程度）を有する新しい光源が利用可能とな
り、X線イメージングを用いた単一粒子構造解析や、X線非線形光学などの新しい研究
領域が開拓されつつある。一方で、XFEL という新しい X 線光源を利用する上では、物
質と XFEL の相互作用を理解することが重要となる。本研究では、国内の XFEL 施設で























ザーパルス（波長 800 nm、パルス幅～30 fs、強度 4×1016 W/cm2）照射後の Xeナノ粒
子中の結晶構造の変化を、SACLA から供給される硬 X 線パルス（11 keV、パルス幅～
10 fs、強度～4×1017 W/cm2）を用いて観測した。Xe ナノ粒子に面心立方結晶が存在
し、その結晶構造が NIR レーザー照射後に数百フェムト秒程度の時間で消失すること
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